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摘要(译)

提供了一种用于分析对象的成分的方法和设备。 该设备包括图像传感
器，该图像传感器包括光学模块，并且该光学模块包括被配置为发射源
光的光源，第一检测器，该第一检测器被配置为检测从所发射的源光所
在的物体散射或反射的第一光。 第二检测器，其配置为检测由光源发射
但未入射到物体上的第二光。 该设备还包括处理器，该处理器被配置为
基于检测到的第一光和检测到的第二光来计算散射系数和吸收系数，并
且基于所计算的散射系数和所计算的吸收系数来分析物体的成分。
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